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MISYONUMUZ

- Analiz hizmetini en kisa slrede teslim eden, calisanlarinin strekli egitimi ve is
memnuniyetini on planda tutan, cevreye saygil bilime katkisini devamli gelistiren,
kaynaklarini verimli ve etkin kullanan tim bunlarda iyilestirmeyi amag edinmis,
durast, ilkeli ve etik dederlere bafjl bir kurum olmayr amacglamaktadir.

- iskenderun Teknik Universitesinde temel ve uygulamali alanlardaki arastirma ve
gelistirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon gercgevesinde dlzenlemek, yaratici,
verimli ve ortak calisma gruplari iceren bir arastirma ortami olusturmak.

- Yapilacak arastirmalarda ulusal ve uluslararasi ig birligini tegvik etmek ve bu
aragtirmalara oncelikli olarak calisma ortami hazirlamak, tniversite-sanayi is
birligini gbclendirmek ve uygulanabilir sonuclarin sanayiye aktarimini hizlandirmak.
- Universitedeki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yontinden arttirmak.

- iskenderun Teknik Universitesi ile diger tniversiteler arasinda ortak arastirma
faaliyetlerinin gelistiriimesini saglamak ve bu amacla iskenderun Teknik Universitesi
ile yapilacak ortak projeler icin diger arastiricilara da gcalisma imkani saglamak.

- Hizmetlerimizi dinamik, cagdas, dlrdst, is bilinci ve ahlakina sahip, tarafsiz ve
guvenilir olarak yaratmek.

VIZYONUMUZ

- Universitede gelistirilen bilgi ve teknolojinin miilkiyet haklarinin alinmasi ve gelirin
universitenin Ar-Ge etkinliklerinde kullaniimasi igin galigmalar yapmak.

- Sanayi ile anlagmali aragtirmalarin yapilabilmesi icin uygun ortamin
olusturulmasina caligmak.

- Yurtici ve yurtdisi kuruluslarla iletisim kurarak, bu kuruluslara Ar-Ge proje destekleri
saflayan bir profesyonel proje uretim merkezi ve danigmanlik birimi olmak.

- Patent, lisans anlagmalari, teknoloji transferi gibi konularda ayr bir bilgilendirme ve
destek birimi olusturmak, gorey, yetki ve sorumluluk alanimiz dogrultusunda teknik
gelismeleri yakindan takip edip, bu gelismelere hizla adapte olarak sektorimuzun
oncuy kurulusu olmak, guncel standartlara uygun cihaz ve metotlarla caligmaktir.
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Taramali Elektron Mikroskobu [SEM]

Taramali Elektron Mikroskopisi'nde, elektron kaynadgindan koparilan elektronlar vakum altinda bulunan bir
kolonda toplayict mercekler yardimiyla numune uzerine dugurulmekte, numune yuzeyinde bulunan atomlarla
elektron demetinin etkilesmesi sonucunda ortaya cikan pargaciklar ve x-isinlar detekte edilerek, incelenmekte
olan ornedin topografyasi ve kimyasal kompozisyonu hakkinda bilgi edinilmektedir.Yuzey atomlarindan sagilan
ikincil elektronlar arnek yuzeyi hakkinda bilgi verirken, geri sacilan elektronlar farkl kimyasal kompozisyonlara
sahip bolgeler arasindaki kontrast farki vasitasiyla ornek yuzeyindeki elementel farkliliklar tespit etmede
kullanilirlar. Geri sagilan elektronlar ayrica elektron geri sacilim difraksiyonu [EBSD] gorintist saglayarak,
ornedin kristalografik yapisini belirlemede yardimei olurlar, Ornekle elektron demetinin etkilesmesi sonucu
ortaya cikan x-isinlar ise bir EDS dedektori tarafindan toplanarak, Enerji-Datilimh X-Isinlari Spektroskopisi'nde
kullaniimaktadir,

Merkezimizde faaliyet gostermekte olan Thermo Fisher Scientific Apreo S marka/model taramali elektron
mikroskobu, Alan Emisyonlu Elektron Tabancasi'na sahip olup, 1 kV'da 1 nm gortntd gozinorlogine sahiptir.
0.2 - 30 kV aralijinda calismakta olan mikroskap ile ilgili detayli bilgi asatjidadr,

Thermo Fisher Scientific Apreo S SEM

En yetenekli yilksek-performansh SEM

Apreo S'in devrimsel bilesik lens tasarimi elektrostatik ve elektromanyetik immersiyon teknolojilerini kombine
ederek esi gortlmemis gozanurlik ve sinyal segimini saglamaktadir. Bu Aprea S platformunu nanopargacik,
katalist, toz ve nano cihaz arastirmalarinda, manyetik ornek performansindan odin vermeden galismak igin
mukemmel bir segim haline getirmektedir.Apreo S, essiz in-lens geri sagiima dedeksiyonundan faydalanir,

tilt durumunda, kisa galigma mesafesinde veya hassas orneklerde bile mukemmel malzeme kontrasti
safjlamaktadir. Yeni cikan bilesik lens yapisi, yalitkan numunelerin gorantilenmesinde enerji filtrelemesi ve
yuklenme filtrelemesi ile yiksek kontrast sadlamaktadir. Opsiyonel low vakum modu 500 Pa maksimum
numune odasi basinel sadlayarak en yalitkan malzemelerin bile gérantilenmesini saglamaktadir.Tim bu
secenekler, birlesik final lens de dahil olmak Gzere, ileri seviye dedeksiyon ve ornek gesitlerinde esneklik saglar.
Yeni Apreo S taramall elektron mikroskobu [SEM), nanopargaciklar, metaller, kompozitler ve kaplamalar gibi cok
cesitli malzemeler icin performans saijlamaktadir ve daha iyi cozinorlik, kontrast ve kullanim kolayhd
sunmaktadir,

« Essiz bilesik final lens teknolojisi 1 kV'da herhangi 6rnekte tilt edilmis ya da topografig olsa bile beam
deceleration’ a gerek kalmadan 1 nm' lik gozunorlok verir.

« En kullamigh geri sagiima dedeksiyonu - distk voltaj ve demet akimlarinda bile, tiltten bagimsiz olarak,
demete hassas numunelerde bile malzeme kontrastina her zaman ulagiimaktadir.

« Egsiz dedektor esnekligi - farkl dedektor segmentlerinden gelen bilgilerin birlestiriimesi ile daha gok onem
verilen kontrast veya sinyal siddeti elde edilebilmektedir.
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Dedektorler

e Trinity Dedeksiyon Sistemi [in-lens ve in-column)
e 1 disuk in-lens dedektort
o [2 yuksek in-lens dedektort
e [3 in-column dedektort
e Everhart-Thornley ikincil Elektron dedektorii [ETD)
e Geri sacilan elektron Dedektoru [BSED] -
Mercek altinda geri gekile bilinir
e Dustk Vakum Dedektoru [LVD]

e Pathfinder X-ray Mikroanaliz Sistemi

-Thermo Scientific UltraDry Enerji Dagihmh X-igini
Spektroskopisi Dedektoru [EDS]

-Thermo Scientific Quasor Il Elektron Geri Sacilim Difraksiyonu Dedektoru (EBSD)

e Nav-Cam+™ (Odaciga Monte Kamera Elektron Demeti Coziiniirligi
[Optimum WD da)
High vacuum
Elektron Demeti
Parametreleri

1kV [beam decel ]

Demet Akim Aralig 1 pAto 400 nA
000V [beam decel.]

100 V [beam decel.]

Hizlandirma Voltaj Araligi | 200 V - 30 kV
Inis Enerji Arali§i 20 eV - 30 keV
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X-ISINI DiFRAKTOMETRESI [XRD)

Marka/Model: Malvern Panalytical /| EMPYREAN [3. Nesil] I
Tamim: Her bir kristal fazin kendine 6zgu atomik |
dizilimlerine bagli olarak X-1ginlarini karakteristik bir dizen] %
igerisinde kirmasi esasina dayanr. |
Caligma Prensibi: Her bir kristal faz igin bu kinnim profilleri |
bir nevi parmak izi gibi o kristali tamimlar, X-Isini Kirinim
analiz metodu, analiz sirasinda numuneyi tahrip etmez ve
cok az miktardaki numunelerin dahi analizlerinin
yapiimasini saglar.

Uygulama Alanlari: Oldukga genis bir uygulama alanina
sahip olan bu cihaz; jeolojik minerallerin ve kayaglarin
tanimlanmasinda, metal ve alasim calismalarinda,
sanayide, polimer analizi ve ince film kampozisyonu
tayininde siklikla kullanilabilmektedir,

Ozellikler:

Merkezimizde faaliyet gostermekte olan X-Isini Kirimim cihaziyla kayaclarin, kristal ve amorf
malzemelerin, ince filmlerin ve polimerlerin nitel ve nicel incelemeleri yapilabilirken ayni zamanda;

® Toz, kati ve ince film seklindeki drneklerde fazlar,

® Fazlarin miktan,

e Kristal boyutu,

e Kafes parametreleri,

e Yapidaki degigimler,

® Kristal yonlenmesi

e Atom pozisyonlar,

e 2D haritalama,

o Tekstiir ve stres analizleri Rietveld analizleri de yapiimaktadir.
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Malvern Panalytical EMPYREAN (3. Nesil]

Calisma ortami olan Empyrean kabinin difraktometre muhafazasi ve elektronik ve destek Unitesi
olarak 2 ana pargasi vardir. Difraktometrenin gekirdegi olarak gonyometre kullaniimigtir. X-1sini
tupd [Cu-Ka), bir tup govdesinde gonyometreye monte edilmistir. Cihaz, X-1sin tipd kullanim émrd
boyunca yuksek cozundrluk saglayacak sekilde tasarlanmis ve hem nokta hem de ¢izgi odakli
galismalara olanak tanimaktadir. Gelen ve kirilan X-isinlari igin optik moduller vardir. Bu moduller
gonyometrenin kollarindaki PreFIX kanumlarina monte edilebilir [Gelen X-isinlari icin Bragg-
Brentana optik modl, kirnllan X-iginlari igin Cross Slit Collimator). Ornekten kirlan X-1sininin
yogunlugunu olgen ayirma glcu yuksek kati hal tipinde t¢ boyutlu piksel tabanl [pixcel3D]
dedektortne sahiptir, Dedektor 00 modda noktasal dedektor 10 modda cizgisel dedektor ve 20
modda alansal dedektor olarak 2 boyutlu Debye halkalarinin gézlenmesinde kullaniimaktadir.
Sistemin sahip oldudu sicaklik kontrol tnitesi ile 1200°C'ye kadar olgum alinmaktadir.

Diger
Teknik Ozellikler

X-Isini tipd gucu 4 kW [Max 60 kV max 100 mA]

Tup voltaji 15-60 kV

Tup akimi 5-60 mA

Odaklanma boyutu 0.4 mm x 12 mm Cizgisel, 2 mm x 12 mm nokta odakli
Dedektor boyutu 2906 x 256 piksel

Piksel boyutu 59 pm X 55 pm

Nokta dagihm fonksiyonu 1 piksel

Cizgisel sayim hizi %397 cizgisel sayim 1 mm2 de 13 milyon foton/sn.mm?2
Arka plan gurultisu 0.5 sayim/ sn den daha az
Konfigurasyonlar Dikey gonyometre, ?- Pve a-1geometrilerinde
Maksimum olcum acilari -111< 27<168 derece
En kdguk adim uzunlugu 0.0001°

+/-0.01°
Maksimum acisal hiz 15% sn
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Zeiss Axio Imager 2

Tamim: 50-1000 kat biyitme kapasiteli halojen ve floresan aydinlatma ve gesitli aynalar ile kullanilan optik
goruntdleme sistemi basta aydinlik alan olmak (zere 6 adet filtreye sahiptir.

Calisma Prensibi: Alttan [Transmitted light] ve Gstten [Reflected light] aydinlatma olmak Uzere 2 ayriisik yolu
bulunmaktadir. Alttan aydinlatma sistemi daha gok 1sid1 gegirebilen saydam boyanabilir materyallerin
incelenmesinde tercih edilmektedir. Daha ¢ok biyolojik numunelerin cesitli histokimyasal veya
imminohistokimyasal boyalar ile boyanarak gorintilenmesinde kullanilir. Ustten aydinlatma sisteminde ise
opak 11§ gegirmeyen numunelerin gorintdlenmesinde kullanilmaktadir. Burada 1sik numuneye garpar ve
numune yUzeyindeki girinti gikinti renk parlaklik ozelliklerine gore geri yansiyarak tekrar objektife doner ve
mikroskopta géruntd olusur.Bu sistem daha cok malzeme alanindaki numuneler icin tercih edilmektedir.
Uygulama Alanlar::

Dptik Mikroskep basta biyoloji ve malzeme hilimi olmak tzere; Temel Bilimler, Jeoloji, Teknoloji ve Tibbi Birimler
gibi cesitli alanlarda siklikia kullanilmaktadir. Cogunlukla inceleme amaciyla kullanilirken yapilan cesitli analizler

de mevcuttur. 1 i
Ozellikler:
® Axio Cam 506 color [CCD kamera)
® Aydinhk alan atagmani

@ Polarize atagman

@ DIC [Diferansiyel interferans Kontrast] Atagmani

e Floresans Atagmanlar [Kirmizi-yesil-mavi/Rhodamine Red-green fluorescent protein-DAPI]
® Z-yoniinde motorize hareket

@ Cihaz yazilimi [Zen Core 3.0

® 5x, 10x, 20x, 50x, 100x biyitme
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INDUKTIF ESLESMIS PLAZMA-KUTLE SPEKTROTOMETRESI
[ICP-MS)

Tamim: AnalytikJena/ Plasmaguant

MS Elite

Tamim: ICP-MS, kati ve sivi numunelerde
cok sayida elementin hizh, ddstk maliyetli,
yuksek hassasiyette ve dogrulukta kantitatif
dletimine imkan taniyan ileri teknoloji bir
analitik cihazdir.

Calisma Prensibi: Ornekler yiksek
sicakliktaki bir plazmaya gonderilir ve
plazma sayesinde molekoler baglar

kinlr, atomlar iyonlastirilir. lyonlar, kiitle spektrometresinde kiitle/yik oranina gare ayrilarak analiz edilir. Tayin
sinirt milyarda birden daha kucuk bircok elementin belilenmesinde en uygun metottur, Birgok element igin
gozlenebilme simirn ng/L'nin [pph ve daha disik derigimler] altindadir. Cok sayida elementi ayni anda analiz
edebilme ozelligi sayesinde nitel analizlerde ve izotop oranlarinin belirlenmesinde oldugu gibi, basta metalik
elementler olmak (zere periyodik tablodaki elementlerin biytk cogunlugunun nicel ve yari-nitel tayinlerinde de
yaygin olarak kullaniimaktadir.

Uygulama Alanlari

e Her tirll bitki, toprak, kan, idrar, fauna, flora drnekleri,

e Maden, metal ornekleri,

o Gidalar, yemler, ambalaj urunlerinde metal analizler,

e Icme sular, atik sular, gevre galigmalariyla ilgili diger drneklerin analizi ng/L seviyesinde gerceklestirilir.

Ozellikler

® Hizli, % 50 daha yuksek numune verimliligi.

® Gicli, matristen bafimsiz uzun sareli kararhlik.

e Cok yonli, aragtirma ve rutin kullamim igin optimize edilmistir.

@ En iyi sinyal/gQroltd orani icin ultra hassas ve istikrarll performans.

o ReflexION - patentli 90 ° yansitma iyon ayna

e Gergek 3MHz HD Quadrupole - Gstan katle ayrim icin ADD1O

e Cift baflanti teknolojisi - plazma bolmesine iki giris portu

e Maksimum gézunmus katt miktari: % 0,3

Standartlar: Zn, Mg, Ca, Na, Al, K, Cu, Fe, Co, P, As, Pb, Sn, Cr, Hg, Mn, Se, Ni, Cd, B, Sh, Ba, Be, Mo, Si, Ag, Tl
Kullanilan gazlar: Argon [Ar], Hidrojen [Hz], Helyum [He]
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ATOMIK ABSORPSIYON SPEKTROTOMETRESI [AAS)

Marka/Model: AnalytikJena/novAA BOOD

Tanim: AAS, karakterize edilecek numune

icindeki aranan elementin konsantrasyonunu

[ppm ya da ppb seviyesinde] olgmede

kullamlan kantitatif tekli element analiz

yontemidir.

Caligma Prensibi: Gaz halindeki elementlerin 151§ sogurmasi
ilkesine dayanmaktadir. Hazirlanan gozeltinin gaz halindeki
atomlara dondsmesi islemi bir atomlastiricida gerceklesir. Isin kaynadindan gikan

elektromanyetik dalgamin gaz halindeki atomlar tarafindan absorpsiyonu sonucu isigin siddetindeki azalmamin dedektorde
olcdlmesi ile senuglanir,

Uygulama Alanlar:

AAS cihazi yaygin olarak, kimyasal etkilesim analizleri, adir metal tayinleri, su ve hava kirliligi tayinleri, jeolojik

kayaclar, toprak ve tas analizleri, gida analizleri, peptisit analizleri, doku, deniz suyu, icme suyu analizleri ve

metalirjik analizlerde kullaniimaktadir.

Ozellikler:

Maksimum gozinmis kati miktari; %0,3

Lambalar: Ni, Hg, Pb, Ca, Sn, Cd, Se, As

Arka plan duzeltmesi: Doteryum ici bos katot lambasi [02-HCL)
Kullanilan gazlar: Argon [Ar), Asetilen [CeHz), Azotprotoksit [N=0]
Teknolujiler; Alev Sistemi, Grafit Firin, Hidrir Sitem

£

ALEV SISTEMI
Galigma Prensibi: Atomlagma
sagkanir e bir alev |

mi ike
tel hale donostl
n sonra buharlagtinkr ve

HIDRUR SISTEM

Caligma Prensibi: Perivodik tablo

sicakliklarda ger r

[5-30 L) ye ranla gok daha fazladr,
Numune gekimi: otosampler

Konsantrasyon seviyesi: pph

Finn gazr: Azat

Ayni elementin izin
kaynafiindan gelen isinlan absorplar”
Numune gekimi: manual
Konsantrasyon seviyesi: ppm
Yakici gaz: Asetilen+Kuru hava ya da
Asetilen+Azot Protoksit

Konsantrasyon seviyesi: ppb
Tagiyici gaz: Azot
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UV\VIS SPEKTROFOTOMETRE

Marka/Model: Jasco/V-730

Tamim: Hazirlanan ¢ozeltiden belirli spektrumlarda 11k
gecirilmesi ve bu 1s1din ne kadarinin cozelti tarafindan
absorblandiginin [soguruldugunun) bulunmasi esasina
dayanan bir analiz yontemidir. Spektrofotometre,
gozeltinin icinden gecebilen [¢ozelti tarafindan
absorblanmayan] 1sigin yogunlugunu tespit ederek

gozelti iceriginde aranan maddenin miktar hakkinda kantitatif bilgi verir.

Calisma Prensibi: Madde renginin/yogunlugunun olgtlmesiyle madde miktarinin veya konsantrasyonunun
bulunmasini safjlayan cihazlardir. Gonderilen 1sik, kivet'in icindeki arnekten gectikten sonra fotometreye ulasir
sonrasinda; Spektrometre'den ganderilen 1sik ile fotometreye ulasan 1sik arasindaki fark bize absorblanma
miktarini verir. Absorblanma terimi absorbans'tir,

Uygulama Alanlar:

UV-Vis spektroskopi genellikle cozeltideki molekdller veya inorganik iyon ve kamplekslerin dlgimdnde kullanilir.
Birgok molekul UV veya gorinir dalga boylarini absorblar ve farkl molekdller farkh dalga boylaninda isima verirler.
Spesifik olarak yapi bulunmasi, Kalitatif-Kantitatif Analiz, Molekdl agirht tayini, Molekdllerin Stereckimyasinin
Arastiriimasi, Geometrik izomerlerin Konformasyonlarinin Bulunmasi, Cis-trans izomeri incelemeleri, Denge
sabitlerinin tayini, Reaksiyon Kinetidi ve Reaksiyon Ara Urtinlerinin Bulunmasi, Digier fizikokimyasal incelemeler,
Saflik kontrold, Su ve gevre analizleri, llag uygulamalan ve Biyokimyasal uygulamalar gibi alanlarda da siklikla

kullaniimaktadir.

Ozellikler:

Dalga boyu araligi: 190 - 1100 nm
Isik kaynaklar:

Dotaryum Lamba: 190 - 350 nm
Halojen Lamba: 330 - 1100 nm

stk kaynafil degisimi: 330 ile 350 nm
arasindaki herhangi bir dalga boyu
secilebilir.
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FOURIER DONUSUMLU KIZILOTESi SPEKTROMETRESI [FT-IR)

Marka/Model: Jasco - FT/IR-6700
Tamm: Kizilotesi [IR] Spektroskopisi temel olarak kizilotesi

Isiin incelenen madde tarafindan sofjurulmasina dayanir.
Sofurulma, molekuldeki baglarin
titresimi ve dondsleri igin

gerekli miktarda dalga enerjisinin,
cihaz tarafindan elektromanyetik
spektrumun kizilotesi bolgesinden
gonderiimesiyle gergeklesir. Kizilotesi 1gik
ancak dedisken dipol memente sahip molekoller
tarafindan sogurulur. [Ornegin N, O: gibi es iki atomlular FTIR'da inaktifken HCI aktiftir).

Calisma Prensibi: Bir madde icerisinde, IR isinlara maruz kalan molekul veya atomlarin baglarinin egilmesi,
bukudlmesi, gerilmesi, titresimi veya donme hareketleri sonucu bir absorpsiyon vermesi ile elde edilen
spektrumun degerlendirilmesi esasina dayanir.

Uygulama Alanlari:

e Molekdl ici badlarin tayini,

e Molekil farmulindn tayini,

o Molekil yapi tayini,

® ATR ile karbon bazl numunelerin analizi.

® Karbonhidrat, fosfolipit, aminoasit ve proteinlerin yapi analizlerinde,

® Polimer testi, ilac ve adli analizLer,

® Malzeme bilimleri, kimya ve seramik sektort

o Cesitli organik ve inorganik numunelerin niteliksel ve niceliksel analizlerinde,

o ATR teknigi polimer, kopuk, tekstil, boya, sir gibi kaplama maddelerin analizlerinde.

Ozellikler:

Gordinir [25.000 cm ] ile Uzak IR (S0 cm-1) arasinda olglim yapabilmektedir.

S/N oran; 47000:1'dir.

Adim tarama, yuksek cozinOrlik ve tam vakum secenekleri mevcuttur.

FT /IR-6700, makul bir fiyata yiksek dizeyde islevsellik ve yiksek dogrulukta olgim ozelligi sunar,

En yuksek sinyal-gurilth ozelliklerine sahip mutlak en yoksek performans seviyesini sunar.
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MIKRODALGA YAKMA SISTEMI

Marka/Model: Berghof/Speedwave Xpert -_F___R":{" \

Tamm: Mikrodalga yontemi ile yuksek basing ve sicaklik
altinda, asit ilavesiyle numunedeki kat maddeyi ;
gozumleyip, eser miktar analizleri igin numune
hazirlamada kullanilan bir cihazdrr.
Calisma Prensibi:
Mikrodalga yontemi: Burada ylksek sicakliga
hizla ulasilir. Mikrodalga enerjisi pargaciklarin
salinmasina neden olur. Bu, 1S enerjisi ureten
komsu molekullerle garpismaya neden olur.
Mikrodalgada fiziksel degisim olur, kimyasal
reaksiyonlara neden olmaz.
Uygulama Alanlar:
-Gida ve yem
Igecek, hayvan yemi, sit drdnleri, meyve, sebze, kahve, bira, tahil, Hindistan cevizi yag, laktoz vs.
-Cevre ve Jeoloji
Filtrefemisyonlar, tortu, toprak, camur, atik su / su, odun, mineraller, tas, kdl, yag, karbon, beton vs.
Jlag ve Kozmetik
Kan, sag, kemik, yag icerigi yuksek urunler, vaeut lesyonu/kremleri, ruj, dis macunu, algler, tabletler, oje, parfum,
laktoz, dekstroz, sikroz, merhemler vs.
-Teknoloji
PET, polyester, bronz, seramik, polimer, metal, alagim, ¢cimento, deri, mirekkep, melamin vs.
Ozellikler:
Maksimum sicaklik: 260 "C
Maksimum basing: 100 bar
Metot: Berghof'un 230 adet orijinal metodu ile calisiimaktadir.

Numune kaplar:
» Kapasite: 100 ml

-Hal'.m me: PTFE [Politetraflo ruan-ai-ii'an

o Tipi: DAK100

peedwave

kap kag

Cihaz asitesi: B

# Yiiksek basing ve sicaklifa dayamm

L-l;apraz bulagma dnleme
® Yapizma yapmayan ve goziinmeyen malzeme
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CEKME-BASMA CiHAZI

Marka/Model: Instron 5969

Tamim: Malzeme gekme ve basma deneyleri icin kullanilan bu test cihaz) farkh dzelliklerdeki numunels
uranun dretim sonrasi uygun kopma degerlerine ve mukavemete sahip olup olmadifini test edebilen,
malzeme biliminde Gnemli dlgide kullanilan bir cihaz olarak bilinmektedir.

aligma Prensibi: Cekme Basma Test Cihazlan; Malzemenin cekme ve basma deneyler! igin kullanilar
cihaziandir. Cekme Test Cihazi deneyine bakinca; Cekme testi, bir numunenin kopana dek tek
eksende cekme kuvvetlerine maruz birakildity temel bir malzeme bilimi testi olarak adlandinlir.
Basma deneyi islem olarak gekme deneyinin tamamen tersidir. Basma deneyi ise gekme deneyi

cihazlarinda yapilir. Basma kuvvetlerinin etkin oldufu yerlerde kullanilan malzemeler genellikle
gevrek malzemelerdir ve dzellikleri basma deneyi ile belirlenir.
Uygulama Alanlar:

Cekme test cihazi ile testten elde edilen sonuglar herhanagi bir uyqulama icin malzeme secimi, kalite kontral ve malzemenin diier kuvvetler
altinda nasil davranacagini tahmin etmek icin kullanilmaktachr. Bu test yoluyla direkt elde edilen bilgiler; maksimum gekme gerilmesi, maksimum
uzama ve alandaki azalmacdir. Verilerden de malzemenin akma mukavemeti ve peklesme gibi karakteristikleri elde edilebilir. Gri dokme demir,

yatak alagimlan gibi metalik malzemeler ile tudla, beton gibi metal digi malzemelerin basma mukavemetleri, gekme mukavemetlerinden ok daha

yoksek oldudu icin bu gibi malzemeler basma kuvvetlerinin etkin oldugu yerlerde kullamlir ve- mekanik ozellikleri basma deneyi ile belirlenir.

Ozellikler:

- +50kN kapasiteli, 1S0 7500-1 normu Class 0.5 hassasiyetinde [£0.5% hata payi ile] 100N..S0kN araliinda algim alabilen yik hicresi,

- Gelismis ve kullanici dostu BlueHill Universal test yazilimi,

- BlueHill Universal Genel Aplikasyon Modill [Metal, tekstil, plastik, elastomer, kompozit dahil oimak Gzere birgok global test standardimin hazir

method dosyalan ve aciklamalarini Igerir.)

- 50kN kapasiteli, kamali tip mekanik cekme geneleri;
o 0...6.4mm. kalinlik aralijindaki numunelerde galisabilecetimiz 1 set gene adiz takimi, Uygun standartiarda test dizenekleri ile;
o 6.4..12 Bmm. kalinlik arali§indaki numunelerde calisabilecedjimiz 1 set gene afjiz takimi, Daye Al
« 3.2..7.8mm. gap aralifyndaki numunelerde calisabilecegimiz 1 set gene afjiz takimi,
¢ 7,1..12,5mm. cap araligindaki numunelerde galigabilecedimiz 1 set cene afjiz takimi, -

-150 mm. capinda 2 adet basma plakasi ile genis yuzey basma testi yapabilme imkani,

- 2kN Kapasitell, pnomatik kontrolld cekme geneler,

- Windows 10 [sletim Sistemli Dokunmatik Bilgisayar ile kalay ve hizli test sonucu alma,

- S0kN yik hicresi kurulum sonrasi yerinde kalibrasyonu,

- Capraz kafa yer dedistirme ve hiz kalibrasyonlan,

Egme testi yaplabimektedir [Biloi alinmak]

AutoX 750 model ekstensometre

- lIk baslangig boyu 10-750 mm araliinda ayarlanabilen, 750 mm stroklu,
tam otomatik, 150 9513 Class 0.5

hassasiyetinde AutoX 750 model ekstensometre,

- 0-50 mm kalinhk araliindaki numunelerinizde calisabilecediniz, 250 mm
uzunlugunda ekstensometre kollari ile rahat galigabilme alani
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Proterm 1600 °C Yiiksek Sicakhk Atmosfer Kontrolli Kil Firini
Maksimum sicakhgi 1600 °C ve maksimum isitma hizi ~ 20 °C/dakika
olan bu firn yiksek isida ve basing altinda kil etme ¢alismalarinin
gerceklestirilebilmesi amaci ile kullanilir,

Proterm 1200 °C Korumali Yiiksek Sicakhk Firini [Tiip Firin)
Maksimum sicakhigl 1200 °C ve maksimum isitma hiz|

~8 °C/dk olan bu firin Yiksek 1sida kil etme galismalarinin
gerceklestirilebilmesi amaci ile kullanilir.

Proterm 1400 °C Yiiksek Sicaklik Kiil Finmi 311L
= Maksimum sicakhdi 1400 °C olan 31L kapasiteli bu finn yiksek 1sida

! kil etme calismalarinin gergeklestirilebilmesi amaci ile kullanilir,

Proterm 1200 °C Yiksek Sicakhk Kl Finm 10 L

Maksimum sicaklif 1200 °C olan 10 L kapasiteli bu firin yiksek
1sida kil etme calismalarinin gergeklestirilebilmesi amaci ile
kullanihir.
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ORNEK HAZIRLAMA SISTEMLERI

Metkon Forcipol 1V Taglama Parlatic

Cok cesitli malzemeler hazirlayan laboratuvarlar icin Forcipol 1V,
50-600 rpm arasinda sinirsiz degisken hiz aralijina »
sahip ideal taglama/parlaticidir.

m Metkon Ecopress 50 Otomatik Bakalite Alma Cihazi
J Hidrolik basingh, uygun maliyetli bir otomatik dijital montaj presidir.

—

Metalografide kullamlan tim guncel sicak montaj malzemeleri igin

/ » tam otomatik ve uygundur,
[
| y Montaj parametreleri igin kullamci dostu dokunmatik yozey
! kontrolleri, son parametre ayarlan bellekte tutulurken yiksek verimlilik saglar

Human Powerl

Deiyonize saf su cihazi sebeke suyundan direkt olarak hem Reverse
osmoz saf su hemde ultra saf su Gretebilecek donamma sahip
kompakt sistemdir.

HPLC, AAS, ICP, ICP-MS GC, GC-MS, IC, TOC gibi analitik cihazlara,
doku kiltorlerinde ve eser metal analizlerinde kullanilacak kalitede
ultra saf su Gretmektedir,

Metkon MICRACUT 151

Herhangi bir metalurjik, jeolajik, elektronik, arastirma, biyomedikal
veya endostrivel laboratuvarda bulunan malzemelerin hassas ve
deformasyonsuz kesimi icin kullanilan dastk hizli [0-1000rpm])
hassas kesme makinesidir. Kesilen yuzey minimum parlatma ile
mikroskobik incelemeye hazirdir

Quorum Q150R S Otomatik, doner ' r

pompali kaplama sistemi :
Tam otematik, dokunmatik ekran kontrolu FYTRONIX mumi;‘: :::3

Oksitleyici olmayan Au/Pd [%40/60]
0-300 Bar Pres basinci

metallerin piskirtilmesi
Kolay dedistirilebilir numune tutucular ve Basing hasma stresini EI‘y"Ell'!El[TIE
Otomatik basing uygulama.

kaplama kafasi
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Adres: Bilim ve Teknaloji Uygulama ve Arastirma Merkezi, Iskenderun Teknik Universitesi,
Merkez Kampiis, 31200, iskenderun, Hatay, Trkiye.
Telefon; 444 47 B3 [Dahili ; 1605]
Fax: 0 [326] 613 56 13
E-mail: iste.btm@iste.edu.tr

Galisma ekibimiz;
Doc. Dr. Ersin BAHCECI ersin.bahceci@iste.edu.tr
Doc. Dr. Volkan AYLIKCI volkan.aylikci@iste.edu.tr
Or. 0fr. Uyesi Dursun Ekren dursun.ekren@iste.edu.tr
0fir. Gor. Bahar BANKOGLU bahar.bankaglu@iste.edu.tr
Ddir. Gor. Damla ANIL damla.anil@iste.edu.tr
Otyr. Gar. Hasan KOSEOGLLU hasankoseoglu@iste.edu.tr
Ogr. Gar. Ulki DEMIRCI ulku.demirci@iste.rdu.tr
** "Caligmalaninizda analizini istediginiz herhangi bir numune veya probleminiz igin dzel
goziimleme hizmetimiz mevcuttur. Litfen birimimizle iletigime geciniz”

BILIM ve TEKNOLOJI
OMN  UYGULAMAVE
B ARASTIRMA MERKEZI
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iskenderun Teknik Universitesi Bilim ve Teknoloji
Uygulama ve Arastirma Merkezi olarak
katkilarindan dolay iskenderun
Ticaret ve Sanayi Odasina tesekkiir ederiz.




